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Uma das técnicas não destrutivas que vem sendo muito utilizada recentemente para a 
análise de tensões em estruturas e componentes, e que é muito importante para o controle do 
funcionamento de várias construções industriais, é o método de medição de tensões por difração de 
raios-X, principalmente por ser um método conclusivo, i.e. com resultado numérico do valor da 
tensão, e de alta precisão.  

No Laboratório de Ensaios Físicos do IPRJ foi desenvolvido recentemente um 
minidifratômetro para medidas em laboratório e em condições de campo (projeto FAPERJ 
concluído em 2001), aproveitando essa nova tecnologia de portabilidade. Esse minidifratômetro 
vem sendo utilizado em medidas de tensometria por difração de raios X para aplicações no estudo 
de novos materiais metálicos de interesse da indústria petrolífera e para medida de tensões em 
estruturas metálicas em geral.  
O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um conjunto de programas para o 
controle, aquisição de dados e processamento de perfis das linhas de difração para 
medições de tensões residuais e atuais.  
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